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Тема дисертації:
1. Нові принципи динамічної трикристальної рентгенівської дифрактометрії мікродефектів в реальних
монокристалах

2. New principles of dynamical triple-crystal X-ray diffractometry of microdefects in real monocrystals

Реферат:
1. Створено і реалізовано диференційно-інтегральний метод у випадку Брегг-дифракції, який вперше оперує
з дифузною і когерентною складовими інтегральної інтенсивності розсіяння, що вимірюються окремо на
трикристальному дифрактометрі. Вперше розроблено нові фізичні моделі, які враховують вплив дефектної
структури всіх кристалів рентгенооптичних схем тривісьових дифрактометрsів на вимірювані профілі
розподілів інтенсивності в околі вузлів оберненої гратки досліджуваних зразків. На основі розроблених
нових принципів реалізовано комбінований підхід до діагностики мікродефектів декількох типів шляхом
комплексного використання трикристального і високороздільного двокристального дифрактометрів.

2. The differential-integrated method has been created and realized in the case of Bragg diffraction which for the
first time operates with integrated scattering intensities measured separately by triple-crystal diffractometer. The
new physical models which are taking into account the influence of the real defect structure in all the crystals of
X-ray optic schemes of triple-axis diffractometers on measured profiles of intensity distribution in the vicinity of



reciprocal lattice points of the samples under investigation. One the base of developed new principles, the
combined approach to the characterization of microdefects of several types has been realized by complex use of
triple-crystal and high-resolution double-crystal diffractometers.
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